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前  言

  本指导性技术文件按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本指导性技术文件使用翻译法等同采用IEC/TS62500:2008《航空电子过程管理 航空电子产品

高加速试验定义和应用指南》。
本指导性技术文件由全国航空电子过程管理标准化技术委员会(SAC/TC427)提出并归口。
本指导性技术文件起草单位:中航工业综合技术研究所、中航工业西安航空计算技术研究所。
本指导性技术文件主要起草人:李永红、孙瑞锋、孟玥然、罗学刚、常海娟、赵威力、安海军。
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引  言

  高加速试验方法是针对传统的研发方法存在的缺陷提出的。这种新的试验方法的基本思想是:摒
弃传统基于规范符合性的试验方法,采用远高于规范的环境应力或激励水平将新设计的产品推到其技

术能力极限。高加速试验的目的是从原型产品设计开始就充分利用现有技术的优势,消除可能导致产

品故障的潜在缺陷。
在产品研制阶段的早期,对样机进行有效的高加速试验可以在较短时间内大幅提升产品的健壮性,

进而促使产品尽快成熟。通过高加速试验,还可以找出成熟产品的应力裕度,有助于准确设计环境应力

筛选剖面。适当加严所施加的环境应力,能够显著提高环境应力筛选的效率。
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航空电子过程管理
航空电子产品高加速试验定义和应用指南

1 范围

本指导性技术文件规定了高加速试验的对象、基本原理、适用范围和实施程序,其目的是便于产品

的项目主管、设计人员、试验主管和RAMS专家制定高加速试验方案并组织试验实施工作。
本指导性技术文件适用于所有产品项目,为负责产品设计开发和生产的供应商以及要求供应商在

合同条款中开展高加速试验的顾客提供技术支持。
注:本指导性技术文件适用于组成系统的所有设备类型(电子、机电、机械、电动液压、电动气压等)和所有的产品层

次(从组件,如PCB、机械组件、连接器等,到设备或系统级产品)。

2 术语、定义和缩略语

2.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1.1

步进应力 stepstressing
逐步提升的施加在产品上的应力水平。

2.1.2
硬故障 hardfailure
返回到低应力水平下不会消失,只能通过修理才能消除的故障。

2.1.3
软故障 softfailure
在某应力水平下出现,返回到低于该水平的应力量值时会消失的故障。

2.1.4
外在缺陷 extrinsicdefect
产品在设计和生产过程中造成的缺陷或者薄弱环节,如果能经济地消除该类型缺陷将有效提升产

品的工作裕度和(或)破坏裕度。
注:这种缺陷往往是由于设计或工艺未按最优标准执行所致,而与技术能力的限制无关。

2.1.5
固有缺陷 intrinsicdefect
与产品的设计、材料、工艺、组装或包装相关的缺陷,这种缺陷可在产品设计规范要求的应力条件下

激发出来。
2.1.6

潜在缺陷 latentdefect
在产品中确实存在但尚未被析出的缺陷,使用传统的性能检测方法不能检测到该类缺陷。

2.1.7
明显缺陷 patentdefect
通过施加环境应力析出后,用常规的性能检测方法可以检测到的产品缺陷。因此,明显缺陷是潜在

缺陷使用一定环境应力(如温度、振动等)激发出来的。
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